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Opis przyrzadu:

Dyfraktometr rentgenowski D8 DISCOVER firmy Bruké&XS jest uradzeniem nowej
generacji o wysokiej doktadsa i konstrukcji pozwalajcej spetnt wszystkie wymagania dyfrakcji
rentgenowskiej. Gtownym elementem przyda jest precyzyjny dwukotowy goniometr pionowy z
niezalenymi silnikami krokowymi i enkoderami optycznymi.rd&9rzad umaliwia prowadzenie
pomiaréw w geometrii teta/teta i teta/2teta. Goretnnjego akcesoria i detektor sterowameza
pomog zintegrowanego mikroprocesora. Konstrukcja dyfateétru gwarantuje pedrochrorg przed
promieniowaniem rentgenowskim.

Przyrad jest wyposzony w lamg Cu (promieniowanie o diugoi 1.5418A) w geometrii
wigzki zbieznej Bragg-Brentano lub wiki réwnolegtej/zbienej (lustro Goebla). Pomiary
wykonywane mog by¢ z wyciem wysokoczutych detektorow - jednowymiarowego,
potprzewodnikowego (paskowego) (Lynx-Eye) oraz udymiarowego (VANTEC-500, érednicy
okna wynosgcej 140 mm). Przyed jest wyposzony w r@ne stoliki, umaliwiajace zamontowanie
roznego typu uchwytéw/probekadznie z maliwoscia orientacji probki (kompaktowe koto Eulera,
stolik obrotowy, stolik przesuwny X,Y,Z). Aparat oaiwia pomiary zaréwno w trybie
reflektometrycznym jak i transmisyjnym. Przydz wyposaony jest dodatkowo w komer
temperaturow, umazliwiajaca pomiary w zakresie -190 do 450°C.

Aparat umaliwia wykonywanie naspujacych bada:

* llosciowa i jakaciowa analiza fazowa g¢znie z bezwzorcoygvanaliz faz krystalicznych
metody Rietvelda)

* badanie przemian fazowych w funkcji temperatury

* wyznaczenie parametrow komorki elementarnej

e pomiary napgzen i tekstury

» okreslenie wielkaci krystalitow

* ocena stopnia krystaliczém badanego materiatu

» analiza strukturalna w zakresie niskicitdw ugiecia (SAXS), np. charakterystyka struktur o
wymiarach nanoskopowych



